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CIVA en pocas palabras

Plataforma dedicada a la modelizacion y
analisis de datos en END

Multitécnica :

UT: Ultrasdnicos

GWT: Ondas guiadas

RT-CT: Radiografia X (Rayos X & Gamma Desarrollado por el CEA LIST
Rays) & tomografia X Centro de I1&D en los END:

ET: Corrientes Inducidas DLIZEER

s : . CIVA Desarrollo y validacién : 30 personas
Analisis & herramientas de reconstruccion
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Calculo del haz:

CIVA U

T

Interaccion con defectos:

(Imagenes Ascan-Bscan-Cscan, etc...)
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CIVA UT Analisis

| Datos de analisis UT

= Permite extraer la informacion principal en pocos clics para simplificar
el trabajo de analisis de datos UT

= Herramientas avanzadas:
- Segmentacion, Reconstruccion, tratamiento de la seial, Simulacion
sobre aqu|S|C|on

po_Imm_Lin_IBS.m2| REEE

2) (G5) - CScan (indecaniing So= Eg Indications table m -
GLOBAL SCANNING (mm il - =
d Gate Amplitude max (dB) Time (max) (us) I(max) Scanning (m

__E-_

__mm

LT | E A T N N T
BTN R T T TR
Ceenmonels e

ce 1] Porte 3 (2) (C5) -6.3 1.86 65 337
8 M [Source 1] Porte 3 (3) (C5) -2.3 2.58 102 245
1




CIVA GWT

Calculo de los modos:

Modos de propagacion de las ondas | -

guiadas en la pieza
Curvas de dispersion

Calculo del haz:

Modos emitidos por el palpador i
localizacion del campo en la guiade

ondas

Respuesta del defecto:
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Respuesta de un defecto (A-scan)
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CIVAET

Caracterizacion de las sondas sobre una pieza sin defecto
Diagrama de impedancia |
Visualizacion del campo emitido

Respuesta del defecto:
Senal en el plano de impedancia
Imagenes Cscan
Analis multimodos y multifrecuencias
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CIVART

| Rayos Xy Gamma:
* Calculo de la radiacién directa y dispersa
* Simulacion de varias fuentes y detectores
* Herramientas para ayudar en el analisis de las imagenes
= Analisis del espesor y del cambio de materiales
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D
CIVA CT

Tomografia X:
= Definicidn de las proyecciones (cantidad/ angulos/ posiciones)
= Reconstruccion 3D : Dos algoritmos disponibles (FDK, PixTV)

Representacion del volumen reconstruido

Visualizacion de las secciones

" 'Section ¥Z : 30CT (A4)
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Procedimiento de analisis de
datos UT

Objetivo principal: obtener un reporte de examen que describe las
condiciones operativas asi como las indicaciones presentes en el
componente examinado.

Distintas etapas se requieren para el analisis de datos:
Validar las adquisiciones

Tratamiento preliminar de los datos : Elaboracion y aplicaciéon de una curva DAC,
reconstruccion de los datos de manera adecuada...

definicion del umbral para la deteccion y caracterizacion de los defectos—>
eliminar los ecos fantasmas y los defectos demasiado pequefios

Algoritmos de “agrupamiento” o “segmentacion”: Ayuda en la determinacion de
los ecos de mayor interés de manera eficaz y rapida

Tabla de indicacion
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Segmentacion

Meta: reunir senales procedente del mismo defecto o de una parte
de este defecto

El algoritmo
Puede ser 2D o 3D (B-Scan o C-Scan)

Asegura una asociacion mas eficiente que un algoritmo simplemente
geométrico

Es automatico

El usuario puede parametrizar opciones para aumentar el nivel de
confianza y precision del agrupamiento

Indicaciones multiples pueden ser reunidas en una (ejemplo de un
eco de difraccion de una grieta)

Generacion de un reporte de examen
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Aplicacidon sobre un compuesto;
inspeccion en inmersion

Adquisicidon: escaneo electrénico con 16 elementos con leyes de retrasos nulas y un paso de 1
elemento asociado con un escaneo mecanico del palpador tipo C-Scan

Etapa 1: concatenacidn de los datos = combinacion de los escaneos electronicos y mecanicos
Antes de la concatenacion Después de la concatenacion
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Etapa 2 : Alslar Ias respuestas de la indicaciones con puertas temporales

Zona de interés con la puerta
adecuada
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Aplicacion sobre un compuesto;
inspeccion en inmersion

Etapa 3: Seleccionar una regién de interés para el analisis

®

Etapa 4: Activar la segmentacion

Segmentation

=  Umbral en amplitudes : nivel a partir de cual la sefial serd tomada en cuenta durante el andlisis

=  Resolucién espacial: nombres de disparos sucesivos que seran considerados para reunir informacién

= Resolucidn temporal: ventana temporal en la cual el proceso juntara dos puntos con un segmento de

disparos consecutivos

=  Parametro “Tempo”
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Etapa 5: Creacidn de una tabla de indicaciones
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: Ventana temporal en cada A-Scan en la cual registramos un solo eco
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CIVA_Analysis_Segmentation_in_one_clickmp4
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-—
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Simulacion sobre adquisicion

El mdédulo CIVA UT Analisis también propone cumplir con una simulacién en una zona
predefinida de la adquisicién para mejorar el diagndstico.

Demonstracion: A que corresponde el eco n°3,
geometria o eco de defecto ?

X (mm)

2MHz, 48 elementos

Acero inoxidable

pendientes de +10°
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Identificacion del eco n°3

! Ecosn®ly n°2 corresponden a ecos de geometria pero de donde viene el eco n°3 ?
| La herramienta “simulacion sobre adquisicion” permite simular los ecos de geometria
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Identificacion del eco n°3

| Suponemos que este eco n°3 sea un defecto plano. La simulacion nos ayuda a confirmar esta

hipotesis
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Conclusion

La herramienta UT Analisis :
Esta incluida en la ultima version CIVA 2015
Permite utilizar la “Segmentacion” en “un clic”

Incluye la herramienta « Simulacidon sobre Adquisicion »

Trabajos de I1&D permitiran desarrollar herramientas automaticas que

permitiran mejorar y facilitar la deteccidn y caracterizacion de las
indicaciones.

Permite cargar ficheros de analisis que provienen de sistemas M2M,
Gekko y Olympus
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